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Abstract (en)
[origin: WO2016107732A1] The invention relates to a method for automated error detection in workpieces (26) by means of an X-ray testing system
(2) comprising an X-ray radiation source (6) and an X-ray radiation detector (8), in which method: the X-ray testing is carried out in a defined position
of the workpiece (26) between the X-ray radiation source (6) and the X-ray radiation detector (8); and the workpiece position is optically detected
and a deviation from the defined position is determined. In the process, the X-ray radiation source (6) and the X-ray radiation detector (8) are moved
according to the detected deviation until the workpiece (26) is arranged in the defined position between the X-ray radiation source (6) and the X-ray
radiation detector (8).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatisierten Fehlererkennung in Werkstücken (26) mittels einer Röntgenprüfanlage (2) mit einer
Röntgenstrahlenquelle (6) und einem Röntgenstrahlendetektor (8), bei welchem die Röntgenprüfung in einer definierten Stellung des Werkstücks
(26) zwischen der Röntgenstrahlenquelle (6) und dem Röntgenstrahlendetektor (8) erfolgt und bei welchem die Werkstückstellung optisch erfasst
und eine Abweichung von der definierten Stellung ermittelt wird. Hierbei werden die Röntgenstrahlenquelle (6) und der Röntgenstrahlendetektor (8)
entsprechend der ermittelten Abweichung so verfahren, bis das Werkstück (26) in der definierten Stellung zwischen der Röntgenstrahlenquelle (6)
und dem Röntgenstrahlendetektor (8) angeordnet ist.
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